Systém pre RTG analyzu materialov

Osoba zodpovedna za systém, kontakt, financovanie

Systém pre RTG analyzu materialov bol v Laboratériu materialovej fyziky (LMF) UEF SAV
vybudovany v ramci rieSenia projektu zo Strukturdlnych fondov ,,Nové materialy a technologie
pre energetiku” (EU ERDF European Regional Development Fund, Grant No. ITMS
26220220061) riesen¢ho v rokoch 2010 az 2019, zodpovedny riesitel’ Ing. Pavel Diko DrSc.).
Spravcom systému je veduci LMF Ing. Pavel Diko DrSc. (dikos@saske.sk) a operatormi
systétmu st RNDr. Viktor Kavecansky CSc. (viktor.kavecansky@saske.sk), RNDr. Jozef
Bednar¢ik PhD. (jozef.bednarcik@upjs.sk) , Doc. Ing. Ondrej Milkovi¢, PhD.
(omilkovic@saske.sk), Magr. Vitaliy Antal PhD. (antal@saske.sk).

Umiestnenie systému )
Systém pre RTG analyzu materidlov je umiestneny v priestoroch LMF UEF SAV Watsonova
45, Kosice.

Experimentalne vybavenie systému a vyskumné moznosti
Systém pre RTG analyzu materiadlov pozostava z troch Rigaku difraktometrov.

Rtg. difraktometer Ultima 1V, typ 11

Rtg. praskovy difraktometer umoznuje Studium krystalovej Struktary polykrystalickych latok
v Sirokej teplotnej oblasti s vyuzitim ako divergentného tak aj paralelného zvézku ziarenia.

Aplikacie:

e Kbvalitativna a kvantitativna analyza
fazového zlozenia

e Stanovenie rozmerov zékladnej
bunky

e Analyza tvaru profilov difrakénych
maxim

e Spresiiovanie parametrov krystalove;j
Struktary Rietveldovou metddou

e Merania je mozné realizovat’ v
sirokom teplotnom intervale (-180°C
az 1200°C) na vzduchu, v
kontrolovanej atmosfére, resp. vo
vakuu

e Vysokoteplotnd komorka
umoznujuca realizovat’ experimenty
od izbovej teploty po maximalne
1200°C

e Nizkoteplotnd komorka umoziujuca
realizovat’ experimenty v teplotnom
intervale -180°C az 450 °C
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Rtg.difraktometer Ultima 1V, typ 111

Rtg. praskovy difraktometer umoznuje Stadium krystalovej Struktiry tenkych vrstiev a
povrchov

Aplikécie:

e Rtg. difrakciav
symetrickom usporiadani

e Rtg. difrakciav
asymetrickom
usporiadani

e Rtg. reflektometria

¢ In-plane difrakcia

¢ Stadium prednostnej
orientacie krystalitov

e Mapovanie reciprocného
priestoru

e Malouhlovy rozptyl

Rtg.difraktometer D/MAX Rapid 11

Stadium krystalovej §truktary polykrystalickych materialov vo velkom rozsahu velkosti
kryStalitov s vyuzitim mikrodifrakcie.

Vlastnosti

e '"Image Plate" 2D detektor pokryvajtci
uhlovy rozsah 210° v smere osy kolmej na
dopadajuci zvizok (os ) a od -45° do +
45° v smere kolmom na os ®

e Velkost' IP detektora 470 mm x 256 mm

e Vzdialenosti detektora od vzorky je 127.4

mm.
e Velkost pixelu detektora je 100 um x 100
um
Aplikécie

e Mikrodifrakcia
e Préaskova difrakcia na malych objemoch
vzoriek



e Stadium prednostnej orientacie

Vyuzivanie systému

RTG systém nie je vS§eobecne pristupné zariadenie. Systém je vyuzivany najma v rdmei rieSenia
projektov Laboratoria materialovej fyziky ale tiez utvarmi UEF SAV, spolupracujicimi
pracoviskami SAV a univerzit v ramci projektu PROMATECH resp. v ramci d’al§ich domacich
a zahrani¢nych spoluprac LMF.

Poziadavky na experimentalne prace su zabezpeCované pracovnikmi LMF po posudeni na
porade LMF. Vyuzivatelia systtmu sa podielaji na prevadzke systému podla
experimentalneho ¢asu a materidlovej naro¢nosti experimentov.



